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Publication numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series. For
example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60034-1.

Consolidated editions

The IEC is now publishing consolidated versions of its
publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1
and 1.2 refer respectively, to the base publlcatlon
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and 2.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

, DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
METHODES D'ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES -

Partie 6: Stockage a haute température

AVANT-PROPOS

1) La CET (Commission Electrotechnique Internafionale) est une organisation mondiale~de norinalisation

comp¢sée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités natio JLa CEIl a
pour i dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres™activité i 5 Normes
interngtionales. Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux de i ;>national
intéregsé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationale ) s et non
gouvernementales, en liaison avec la CEl, participent également aux tfava éfroitement
avec |'Organisation Internationale de Normalisation (1SO), selon deg conditions-fixé¢e entre les
deux

2) Les dg¢cisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questi & a mesure
du popsible un accord international sur les sujets étudiés, é 9 htéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les dpcuments produits se présentent sous la forme, de i i internationales. lls somt publiés
comm i 5 par les

4) Dans |e but d'encourager I'unification internationale; pliquer de
facon |transparente, dans toute la mesure possible, es internationales de la CEl dans leufs normes
entre la 9 régionale

5) La CHI n’a fixé aucune procé n a 2 a me indication d’approbation et sa responsabilité
n’est i = une de ses normes.

6) L’attemtion est attirée sure fait i S s de la présente Norme internationale peuvent faire
I’objetl de droits de propri i de droits analogues. La CEl ne saurait étre tehue pour

respopsable de iri ifi i e propriété et de ne pas avoir signalé leur existenlce.

La Nor E été établie par le comité d'études 47 de|la CEl:

Le texte isstrndes documents suivants:

FDIS Rapport de vote
47/1603/FDIS 47/1619/RVD

Le rappprt,de voteindiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vofe ayant
abouti & Fapprobation de cette norme.

Cette méthode d'essais mécaniques et climatiques, relative au stockage a haute température,
est le résultat de la réécriture compléte de I'essai contenu dans l'article 2 du chapitre 3 de la
CEI 60749.

Cette publication a été rédigée selon les directives ISO/CEI, Partie 3.
Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007.

A cette date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
+ amendée.

Le contenu du corrigendum d’aodt 2003 a été pris en considération dans cet exemplaire.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

Part 6: Storage at high temperature

FOREWORD

1) The IEC (Internatlonal Electrotechmcal Commlssmn) is a WorldWlde organlzatlon for standardlzatlon comprising

promote
fields. To
aration is
with may
? liaising
Ernational
ween the

2) The f sible, an
interngtional consensus of opinion on the relevant subjects since ea sentation
from gll interested National Committees.

3) The dpcuments produced have the form of recommendations for the form
of stgndards, technical specifications, National
Comnyittees in that sense.

4) In ord ernational
Stand rds. Any
diverg e clearly
indicafed in the latter

5) The IE e for any
equip

6) Attentjon is drawn to the pos e subject
of patent rights. The IEG

Internatjonal St rd iftee 47:

Semiconductor es.

The tex{ of this standa he following documents:

Report on voting
47/1619/RVD

Full infd ing for the approval of this standard can be found in the r¢port on

voting indicate thexabove table.

This mdchanical and climatic test method as it relates to Q’rnmgp at high temperatire, is a

complet

e rewrite of the test contained in clause 2, chapter 3 of IEC 60749.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2007. At this date, the publication will be

* reco

nfirmed;

e withdrawn;
* replaced by a revised edition, or

* ame

nded.

The contents of the corrigendum of August 2003 have been included in this copy.
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, DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
METHODES D'ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES -

Partie 6: Stockage a haute température

1 Domaine d'application

El:2002

La présente partie de la CEIlI 60749 a pour objet de tester et de déterminer sur tous les

disposit|fs electroniques a semiconducteurs I'effet du stockage a temperature et sans
contrainte électrique appliquée. Cet essai est considéré comme non joit étre
utilisé de préférence pour la qualification des dispositifs. Si de tels iyrés, les
effets dg¢ cet essai de contrainte fortement accéléré devront étre éva

Cet esshi de stockage a haute température est, en général, en accord 68-2-48
mais en raison d'exigences spécifiques aux semicondugte résente
norme g'appliquent.

2 Reéfiérences normatives

Les doguments de référence suivants so : présent
document. Pour les références datées, éditio ité applique. Pour les réfgrences
non datges, la derniére édition du doc entuels
amendements).

CEIl 60068-2-48:1982, Essa ilisation
des esshis de la CEIl 68 ou

3 Ap areilla@ P

L'appar¢illage exd able de
mainte i

4 Prg

Le disp¢sitif-en essai doit étre soumis a un stockage continu a +150 +g °C pour 1000+’§h sauf
s'il doit|étre ramené aux conditions de température ambiante pour des mesures électriques

intermédiaires.

4.1 Mesures

Sauf spécification contraire, les mesures électriques intermédiaires et finales doivent étre

effectuées dans une période de 96 h aprés avoir supprimé |'application des co

nditions

d'essais spécifiées. Les mesures intermédiaires sont optionnelles sauf spécification contraire.

Les mesures électriques doivent porter sur les essais fonctionnels et paramétriques spécifiés

dans le document d'approvisionnement applicable.
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SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

Part 6: Storage at high temperature

1 Scope

The purpose of this part of IEC 60749 is to test and determine the effect on all semiconductor
electronic dewces of storage at elevated temperature without electrlcal stress applled This

test is ¢O ] ation. If
such de C ill need
to be eValuated.

In genefal, this test of storage at high temperature is in conforpi ; 068-2-48 but,
due to ifi i '

2 Nol

The foll cument.
For datg edition
of the re

IEC 60(¢ iqation of
the testy

3 Test apparatus

The apgaratus red 1 capable
of mainfaining the\speci

4 Prdcedure

The devi all be subjected to continuous storage at + 150 +g °C for 1000 +7§h,
except they sk eturhed to room ambient conditions for interim electrical measurgments.

41 Measurements

Unless otherwise specified, interim and final electrical measurements shall be completed
within 96 h after removal of the devices from the specified test conditions. Intermediate
measurements are optional unless otherwise specified.

The electrical measurements shall consist of parametric and functional tests specified in the
applicable procurement document.
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4.2 Critéres de défaillance

Un dispositif sera considéré comme défaillant au stockage a haute température si les limites
paramétriques sont dépassées ou si la fonctionnalité ne peut pas étre démontrée aux
conditions nominales ou de pire cas, spécifiées dans le document d'approvisionnement
applicable. Des dégradations mécaniques, telles que des craquelures du boitier, seront
considérées comme défauts. Des défauts d'apparence du bofitier et la dégradation du
revétement des connexions ou de la soudabilité ne sont pas considérés comme des critéres
de défaillance.

5 Résumé

Les informations suivantes doivent étre stipulées dans la spécification

a) Les|mesures électriques (voir 4.1).

b) La taille de I'échantillon.

c) La durée et la température, si elles sont différentes de ce
d) Les|mesures intermédiaires, si requis (voir 4.1).
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